NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60512-2-5
STAN DARD Premiére édition

First edition
2003-05

Connecteurs pour équipements €lectroniquies —
Essais et mesures —

Partie 2-5:

Essais de continuité électrique et
de résistance de contact —

Essai 2e: Perturbation de contact

Connectors for-electronic equipment —
Tests and measurements —

Part 2-5:

Electrical continuity and contact
resistance tests —

Test 2e: Contact disturbance

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60512-2-5:2003



https://iecnorm.com/api/?name=09afa9c4cdd55b740790aaa0ad7bb7a6

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000. Ainsi, la CEIl 34-1
devient la CEl 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la

CEl incorporant les amendements sont disponibles. Par
exemp|e les numaéras d'édition 1 ﬂ, 11 ot 12 inrliqnnnf

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its

publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
ahd—1 2 refer—respectively to the base-—publication
r P Y- P )

respectiyement la publication de base, la publication de
base incprporant 'amendement 1, et la publication de
base incprporant les amendements 1 et 2.

Informptions supplémentaires
sur leg publications de la CEI

Le contgnu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel d¢ la technique. Des renseignements relatifs a
cette puplication, y compris sa validité, sont dispo-
nibles dans le Catalogue des publications de la CEl
(voir ciqdessous) en plus des nouvelles éditions,
amendernents et corrigenda. Des informations sur les
sujets a|l’étude et I'avancement des travaux entrepris
par le cgmité d’études qui a élaboré cette publication,
ainsi qye la liste des publications parues, sont
également disponibles par I'intermédiaire de:

e Sitelweb de la CEl (www.iec.ch)
e Catalogue des publications de la CEI

Le gatalogue en ligne sur le site web de la (CEI
(http}//www.iec.ch/searchpub/cur fut.htm) vous permet
de fpire des recherches en utilisant de,_nombreux
critefes, comprenant des recherches textuelles, par
comfté d’études ou date de publication. Des
inforpmations en ligne sont également.disponibles sur
les pouvelles publications, les publications rempla-
céeqd ou retirées, ainsi que surles.corrigenda.

e IEC|Just Published

Ce |résumé des derniéres publications parues
(httpi://www.iec.ch/online news/justpub/jp entry.htm)
est |aussi disponible par courrier électronique.
Veulllez prendre\contact avec le Service client
(voin ci-dessous) pour plus d’informations.

. Seryice cliénts

Si Jousvavez des questions au sujet de cette

the base publication incorporating amendment 1 and
the base publication incorporating amendients 1
and 2.

Further information on IEC publications

The technical content(oef IEC publications|is kept
under constant review/by’'the IEC, thus ensufing that
the content reflects .current technology. Infprmation
relating to this ¢ublication, including its validity, is
available in ,the” IEC Catalogue of publications
(see below) jaraddition to new editions, amepdments
and corrigenda. Information on the subjecs under
consideration and work in progress undertaken by the
technical/ committee which has prepargd this
publication, as well as the list of publicationg issued,
is\also available from the following:

. IEC Web Site (www.iec.ch)
e Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site
(http://www.iec.ch/searchpub/cur fut.htm) [enables
you to search by a variety of criteria inclufling text
searches, technical committees and |date of
publication. On-line information is also @vailable
on recently issued publications, withdrdgwn and
replaced publications, as well as corrigenda.

e |EC Just Published

This summary of recently issued publications
(http://www.iec.ch/online news/justpub/jp eptry.htm)
is also available by email. Please contact the
Customer Service Centre (see below) fofr further
information.

. Customer Service Centre

If you have any questions regarding this

publication ou avez besoin de renseignements
supplémentaires, prenez contact avec le Service
clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél:  +41 22919 02 11

Fax: +4122919 03 00

publication or need further assistance, please
contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22919 02 11

Fax: +4122 919 03 00


http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm
http://www.iec.ch/online_news/justpub/jp_entry.htm
http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm
http://www.iec.ch/online_news/justpub/jp_entry.htm
https://iecnorm.com/api/?name=09afa9c4cdd55b740790aaa0ad7bb7a6

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60512-2-5
STAN DARD Premiére édition

First edition
2003-05

Connecteurs pour équipements €lectroniquies —
Essais et mesures —

Partie 2-5:

Essais de continuité électrique et
de résistance de contact —

Essai 2e: Perturbation de contact

Connectors for-electronic equipment —
Tests and measurements —

Part 2-5:

Electrical continuity and contact
resistance tests —

Test 2e: Contact disturbance

O IEC 2003 Droits de reproduction réservés O Copyright - all rights| reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized in any
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, form or by any means, electronic or mechanical, including
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les  photocopying and microfilm, without permission in writing from
microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 91902 11 Telefax: +41 22919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

CODE PRIX D
Commission Electrotechnique Internationale PRICE CODE

International Electrotechnical Commission

MexayH Hasa dnekTpoTexHnyeckas Komuceus . . .
XAyHapoaras nektpote eckan Romuce Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue



https://iecnorm.com/api/?name=09afa9c4cdd55b740790aaa0ad7bb7a6

-2- 60512-2-5 0 CE

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

| :2003

Partie 2-5: Essais de continuité électrique et de résistance de contact —

Essai 2e: Perturbation de contact

1) LaG
de I'
favo
I'éle
Leur
suje
liais
Inten]

2) Les
du p|
sont

3) Les
com
natig

4) Dan
faco
natid
corré

5) LaQ
n'es
6) L’att
I’obj
resp

La Nor
comité
équipe|

Cette
constit

Le texte de cefte' norme est issu des documents suivants:

AVANT-PROPOS

El (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation c(
ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La GEI & pour
iser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans’'.Jes doms
tricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes interna
élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéres

n avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étreitement avec 1'Org4
hationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre-les deux organisatio

Hécisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions technigues représentent, dans Ig
pssible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné.gde les Comités nationaux in
représentés dans chaque comité d’études.

documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont
e normes, spécifications techniques, rapports techniques ot“guides et agréés comme tels par les
naux.

le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a app
h transparente, dans toute la mesure possible, lesNormes internationales de la CEIl dans leurs
nales et régionales. Toute divergence entre lamorme de la CEl et la norme nationale ou T
spondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

El n’a fixé aucune procédure concernant le. marquage comme indication d’approbation et sa respo|
pas engagée quand un matériel est déclarg€conforme a 'une de ses normes.

ention est attirée sur le fait que certains'des éléments de la présente Norme internationale peuv
bt de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre ten
bnsable de ne pas avoir identifié de-tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existencq

me internationale CEIl 60512-2-5 a été établie par le sous-comité 48B: Connecte
d'études 48 de la GEl: Composants électromécaniques et structures mécaniqug
ments électroniques:

horme annule ‘et remplace I'Essai 2e de la CEl 60512-2 parue en 1985, dog
e une révision technique.
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Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette
date, la publication sera

* rec

onduite;

* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

* am

endée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 2-5: Electrical continuity and contact resistance tests —
Test 2e: Contact disturbance

FOREWORD

EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization co
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the JIECVis to
hational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic f
end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.|Fheir prepa
sted to technical committees; any IEC National Committee interested in the! subject dealt
Cipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizationg
the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with~the’ International Orgg
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by(ragreement between
hizations.

formal decisions or agreements of the IEC on technical matters\éxpress, as nearly as posg
hational consensus of opinion on the relevant subjects since eachxtechnical committee has repred
all interested National Committees.

Hocuments produced have the form of recommendations for/international use and are published in
andards, technical specifications, technical reports orguides and they are accepted by the
mittees in that sense.

der to promote international unification, IEC National’Committees undertake to apply IEC Inte
dards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standar
gence between the IEC Standard and the caorfesponding national or regional standard shall bg
ated in the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsibl¢
bment declared to be in conformity with ene of its standards.

tion is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be thdg
tent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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tional Standard IEC 60512-2-5 has been prepared by subcommittee 48B: Connjectors,

technical committee_48: Electromechanical components and mechanical structu
nic equipment.

cal revisions

t of this;standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

res for

stitutes

48B/1322/FDIS 48B/1347/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.

At this

date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.
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Partie 2-5: Essais de continuité électrique et de résistance de contact —

Essai 2e: Perturbation de contact

1 Domaine d'application et objet

La pré
pour €
comité
lorsqu’

L'objet
perturk
spécifi

NOTE
2 Mq

Le spé
particu

3 Methode de mesure

La per
'ouver

sente partie de la CEI 60512 est utilisée, lorsque la spécification particuliére de-p
ssayer des connecteurs pour équipements électroniques du domaine d'applica
d'études 48 de la CEIl. Cet essai peut aussi étre effectué sur des dispasitifs sim
Lne spécification particuliére le prescrit.

de cet essai est de définir une méthode d'essai normalisge* pour détect
ations de contact de composants électromécaniques dans des)conditions dyna
Bes.

|_es conditions normales d’essai sont définies dans la Partie 1 de cettewworme.
bntage du spécimen en essai

cimen en essai doit étre monté conformément aux prescriptions de la spécit
liere.

urbation de contact doit étre déterminée dans des conditions dynamiques. La dU
fure des contacts fermés et/ou de la fermeture des contacts ouverts doit étre déte

rescrit,
ion du
ilaires,

er des
miques

ication

rée de
rminée

lorsque¢ le composant est soumisiaux essais de secousses, chocs, vibrations ou accélération.

La sur
dans ['
les co
spécifi
peuver

NOTE
individu

veillance de la perturbation de contact doit étre assurée pendant la période in

ntacts soit individuellement soit en un ou plusieurs groupes comme indiqué d
cation particuliére. Lorsqu'on surveille les contacts en groupes, les contacts
t étre racCordés en série et les contacts ouverts peuvent étre raccordés en parall

| orsqu'ontdétecte un défaut sur les contacts essayés en groupe, il est admis d'essayer ensuite les
bllement.

diquée

essai correspondant et/ou dans la spécification particuliére. Il est possible de surveiller

ans la
fermés
ble.

contacts

4 Exigences

La mesure doit étre effectuée avec un courant continu ne dépassant pas 150 mA. La tension

delas

ource ne doit pas dépasser 10 V.

La durée de perturbation de contact ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans l'essai
correspondant et/ou dans la spécification particuliere. Les valeurs préférentielles sont 1 us,

10 ps,

100 pys, 1 ms et 10 ms.

Un contact fermé est considéré comme étant perturbé lorsque la chute de tension entre
contacts est supérieure a 50 % de la tension de la source.

Un contact ouvert est considéré comme étant perturbé lorsque la chute de tension entre
contacts est inférieure a 50 % de la tension de la source.
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Part 2-5: Electrical continuity and contact resistance tests —
Test 2e: Contact disturbance

1 Scope and object

This p
for ele

used for similar devices when specified in a detail specification.

The ol
electro

NOTE
2 Mq

The tqg
specifi

3 Method of measurement

The cq
openin

the component is subjected to bump, shogk, vibration, or acceleration tests.

The m
test an
groups
be con

NOTE
subseqy

4 Re

The m

ctronic equipment within the scope of IEC technical committee 48. This test may

ject of this test is to define a standard test method for detecting contact™disturba
mechanical components under specified dynamic conditions.

Standard conditions of testing are defined in Part 1 of this standard.
bunting of the test specimen

st specimen shall be mounted in accordance withothe requirements of the
Cation.

ntact disturbance shall be determined-under dynamic conditions. The duration
g of closed contacts and/or the closing of open contacts shall be determineg

bnitoring of contact disturbance shall be made during the period specified in the r
d/or detail specification.~Fhe contacts may be monitored individually or in one o
as specified in the detail specification. When monitored in groups, closed contag
hected in series andvopen contacts may be connected in parallel.

If failure is indicated when testing contacts in groups, it is permitted to test individual
ently.

quirements

ectors
Iso be

nce of

detail

of the
when

levant
r more
ts may

tontacts

excee

107V,

basurement shall be made with d.c. not exceeding 150 mA. The voltage source sll\all not

The duration of the contact disturbance shall not exceed the value specified in the relevant test

and/or

detail specification. Preferred values are 1 us, 10 ps, 100 ys, 1 ms and 10 ms.

A closed contact is considered disturbed when the voltage across it exceeds 50 % of the
voltage source.

An open contact is considered disturbed when the voltage across it drops below 50 % of
the voltage source.
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Dans le cas ou la perturbation de contact est considérée comme une variation de résistance
de contact, cette variation doit étre indiquée dans la spécification particuliere.

5 Détails a spécifier
Quand cet essai est requis par la spécification particuliére, les détails suivants doivent étre
précisés:

a) meéthode de montage et de cablage du spécimen en essai;
b) période de surveillance, si elle est différente de celle qui est spécifiée pour la méthode

' H 1 n
d Sodl CUITTSPUTTUAlILT,

c) contacts a surveiller et leur condition de fonctionnement;
d) limite de la durée de perturbation de contact;
e) variation de la résistance de contact, si nécessaire;

f) touite dérogation a la méthode d'essai normalisée.
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